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Metodicky pokyn | vykladovy text s ukazkami

Sériovy rezonancni obvod - Cinitel jakosti

Sériovy obvod RLC je dan sériovym spojenim rezistoru s odporem R, civky s indukénosti L a
kondenzatoru s kapacitou C.

Celkova impedance obvodu je dana vztahem: Z=\/ R? + (X, — X¢)? , pficemz X, =L, Xc=w1—c.

Vysledny fazovy posun je dan vztahem: ¢=arctg( XAL;X )-

Rezonaéni frekvence je dana Thomsonovym vzorcem: w,= .
L«C

V rezonanci je impedance minimalni (rovha odporu R) a fazovy posun nulovy, jak je vidét na
rezonancnich kfivkach.

Cinitel jakosti rezonané&niho obvodu je dan vzorcem: Q = &RLL. Je to bezrozmérné Cislo, které ma byt
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Co nejvetsi.

Vstupni udaje jsou: R[(2], L[H], C,[F].
Vystupem jsou: rezonanéni frekvence w,[rad/s] ,
rezonancni kfivky Z=f(«), #=f(w)
tabulka s Cinitelem jakosti Q v zavislosti na odporu R

R =20;
L=1;
C, =0.0001;
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1 2
Zlw_] = R2+(w*L- ] ;
w * C,
w*L-
w*C,
¢lw_] =ArcTan[ ];
R
1
Wo =
LxC,
W, * L
Solve[Q == ]
R

Plot[Z[w], {w, O, 200}, PlotRange » {0, 150}, AxesLabel » {"w[rad/s]", "Z[Q]"}]
Plot[¢[w], {w, O, 200}, PlotRange » {-2, 2}, AxesLabel -» {"w[rad/s]", "¢[rad]"}]
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Dale budeme urcovat initel jakosti rezonanéniho obvodu pro rGizné velikosti odporu v obvodu.
Tyto jsou uvedeny jako seznam hodnot.
Hodnoty odpor( a tomu odpovidajici jakosti jsou zpracovany do tabulky.

V nasledujici tabulce je vidét vliv odporu R na Cinitel jakosti obvodu. S rostoucim odporem jakost
klesa.

1

—

Solve[a)o ==
LxC,
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tabulka = Table[{R, 2 *L}, (R, {10, 20, 30, 40, 50, 100}}],-

TableForm[tabulka] ;

PrependTo[tabulka, {"R[Q]", "Q[-]"}];

Grid[tabulka, Frame -» All]

R[Q] | Q[-]
10 10.
20 5.
30 3.33333
40 2.5
50 2.
100 1.

Tabulka zavislosti Cinitele jakosti Q na odporu v obvodu R.

Zmény velikosti odporu a tim i initele jakosti miZzeme sledovat na rezonanénich kfivkach.
Je patrné, Ze pfi vysSim Ciniteli jakosti je kfivka strmé&jSi a dany obvod je tak selektivnéjsi.

Shirka uloh

Priklady na procviceni

1. Vytvorte tabulku podle pfedchoziho vzoru pro seznam hodnot odport R (220,330,620,1000)
v Q, L=0.1H, C=330uF.
2. Zjistéte, pfi jaké hodnoté odporu bude Cinitel jakosti 250.
3. Nakreslete rezonanéni kfivky pro dané parametry obvodu: L=0.1H, C=330uF, R=220Q.
4, Porovnejte tvar rezonancni kfivky z pf. 3, jestlize zménime odpor na R=22().
Zdroje:

A. Blahovec Zaklady elektrotechniky v pfikladech a ulohach



